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Eprouvette avec moyens de memorisation des resultats d'analyse. 
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(g7) Eprouvette d'analyse comportant des moyens de memori- 
sation soit optique soit electronique P constamment ties a la 
paroi de (Eprouvette et accessibles uniquement avec un appa- 
reil de lecture/ecrrture. 

II est amsi obtenu une meilleure integrite. une meflleure 
propret6 et une plus grande capacity de mSmoire. 

La puce eJectronrque P est montee sur une bande M qui 
entoure annulairement I'eprouvette, I'acces s'effectue par des 
anneaux conducteurs Co, C,, C* ~ tels qu'un positionnement 
en rotation soit inutile. 
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"EPROUVETTE AVEC MOYBNS DE MEMORISATION DES RESULTATS D* ANALYSE" 

La presente invention concerne une eprouvette d» ana- 
lyse comportant une paroi d6limitant un volume interne 
destine a recevoir un Schantillon k analyser, les dites 
analyses se traduisant par des result ats d» analyse specif iques 
a chaque Schantillon. 

Les eprouvettes d' analyse sont bien connues dans 
les milieux hospitaliers et les laboratoires ra&dicaux. 

Les eprouvettes exist antes sont generalement asso- 
ciees a un support d* information ou sont enregistres les 
divers resultats des analyses de l f echantillon contenu dans 
l'eprouvette; ce support d f information, gen6ralement du type 
etiquette auto-col lante , ou encore fiche suiveuse quelquefois 
placee dans un sachet de protection, est attach^ a l*eprouvette 
par un moyen qui ne rend pas le dit support suf fisasmaent soli- 
daire de 1* eprouvette; de plus, les informations enregistrSes 
peuvent Stre l»objet de manipulations erronees, voire inten- 
tionnellement f rauduleuses ; l 1 integrity de l f ensemble Sprou- 
vette-support-informations n'£tant, de ce fait, pas garantie, 
il peut en r£ suiter des consequences dramat iques. 

De plus, la quantite d 9 informations qu 9 un support 
traditionnel peut enregistrer n*est g6n6ralement que de quel- 
ques dizaines de caract&res, ce qui peut constituer une limi- 
tation serieuse k l f enregistrement de resultats d* analyses 
complexes et variees (sang, urine,...). 

En outre, il peut ar river que l r eprouvette et/ou 
le support d v information soit r&-utilisee et il en resulte 
des risques de pollution (germe, virus,...) non n&gligeables ; 
il arrive aussi que la fiche suiveuse glisse en dehors de 
son sachet de protection, et soit ainsi perdue. 

De plus les informations enregistrfees sur les 
supports connus sont souvent inscrites en clair ce qui n f assure 
evidemment aucune confidentiality. 

La presente invention a pour but de supprimer ces 
divers inconvenient s. 

En effet, selon la presente invention, une eprou- 
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vette d' analyse est particulierement remarquable en ce que 
elle comporte des moyens de memorisation constamnent lies 
a la dite paroi de la dite eprouvette, et en ce que l'acc^s 
aux dits moyens de memorisation nScessite une technique 
d'accSs. 

De ce fait, le support d» information est en perma- 
nence solidaire de 1* eprouvette et les risques de manipula- 
tions erronSes sont considSrablement rSduits, puisque, les 
informations n'6tant plus manuscrites, la technique d'accSs 
utilisSe n'implique plus de separation, aSme aoaentanee, du 
support d' information et de l 1 eprouvette. 

La technique d'accis procure aussi l'avantage de 
la proprete ce qui rfeduit consid£rablement les risques de 
pollution. 

Cette technique d'acc^s pent «tre soit optique, rayon 
laser par exemple, soit eiectronique, ce qui, dans les deux 
cas, procure l'avantage d f augmenter consider ablement la ca- 
pacity de memorisation des divers rSsultats d* analyse. 

Le mode pr£f£re de realisation s'appuie sur la tech- 
nique eiectronique dont les contacts d'acc^s k la memoire sont 
soit dans une broche situee dans le culot de 1» eprouvette 
soit des pistes eiectriques entourant annulairement 1» eprou- 
vette. 

Les avantages procures par une eprouvette d' analyse 
conforme a l 1 invention seront mieux per^us avee les exemples 
de realisation qui seront maintenant d6crits k I 9 aide des 
des sins annexes : 

La figure 1 represente une eprouvette avec un support 
de memoire optique. 

La figure 2 represente une eprouvette, en coupe, 
avec un support de memoire eiectronique. 

La figure 3 represente une eprouvette, en coupe, 
avec une broche de contacts dans son culot. 

La figure 4 represente une bande avec des pistes 
conductrices et ses moyens de connexion avec la puce. 

La figure 5 represente un mode de montage avec une 
entretoise de protection. 
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La figure 6 represente des moyens de realisation des 
contacts de la face arriere de la puce. 

Sur la figure 1 est representee une eprouvette (B) 
comportant une paroi (R) avec son espace interieur (V); sur 
5 la paroi est constamraent fixee un support de memoir e optique 
(Mo) accessible par la technique du rayon laser bien connue 
aujourd'hui; pour positionner correctement les moyens d'acc&s, 
il est prevu un ergot de positionnement (G). 

Sur la figure 2 les moyens de memorisation sont un 
Iq circuit electronique (P), ci-apres appele •puce 1 , constamment 
lie avec le fond d'une cavite amenagee dans la paroi (R) de 
l f eprouvette; la puce est reliee electriquement par des 
connexions &lectriques connues aux contacts (C) sur lesquels 
il est pr&vu de connecter les moyens d'acces des appareils 
15 d 1 analyse par exemple; un trou (X) a ete prevu comrae detrom- 
peur pour positionner correctement les contacts (C) vis k 
vis des moyens d'acces; evidemment 1* ergot (G) conviendrait 
tout aussi bien comme detrompeur; sur la figure 2, trois 
contacts (C) sont representes, ceci n*est pas une limitation 
20 et le plus souvent il y a de 4 a 8 contacts. 

Sur la figure 3 est represente un des deux modes pre- 
feres de realisation des contacts a savoir que la puce (P) 
est connectee par des moyens connus a une broche electrique 
(B), 1" ensemble 6tant loge dans le culot de 1» eprouvette; 
25 ainsi la broche, mSle ou femelle, est protegee par la paroi 
de l 1 eprouvette; la broche constitue elle-mgme le detrompeur 
et l 1 eprouvette ainsi decrite est aisement realisable, par 
exemple par moulage. 

La figure 4 a) represente une bande (M), par exemple 
30 en polyester, mylar, papier,..., sur laquelle sont realisees, 
par des proc&d£s connus (s^rigraphie, stamping d'encre conduc- 
trice,...), des pistes conductrices (PCI, PC2 ,...); sur la 
figure 4 b) une coupe de la bande (M) montre la puce (P) 
connectee k chacune (PC) des pistes conductrices au moyen 
35 d f une pSte conductrice (CP) logee *dans chacun des trous ame- 
nages dans la bande M; sur la figure 4 a) la puce (P) est 
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representee en pointille. 

La bande (M) equipee de la puce alnsi connectee elec- 
triquement aux pistes conductrices peut etre enroulee autour 
de l'eprouvette; a cet effet la longueur (L) representee sur 
S la figure 4 a) est egale au perimetre de l'eprouvette de 
telle sorte que l'extremite non percee de la bande vienne 
recouvrir l'autre extremite; ainsi on obtient des anneaux 
de contact autour de l'eprouvette qui, de ce fait, n' a plus 
bespin d'etre positionnee en rotation en vis a vis d'un 
10 appareil d'acces k la puce. 

La bande (M) peut Stre avantageusement fabriquee en 
continu puis coupee k longueur. 

Sur la figure 5 est represents un deuxieme mode pre- 
fere de realisation de l'invention; etant donne que la 
15 puce (P) a une certaine epaisseur (+ 300 /m), ii est pre- 
ferable de la proteger par une entretoise (EN)j la figure 
5 a) represente l'entretoise (BN) a plat, ou deroulee, d'une 
longueur (LB) legerement inferieure au perimetre de l'eprou- 
vette ; dans l'entretoise est amenage un evidement <BV) pour 
20 y loger la pucej sur la figure 5 b) est representee, en 
coupe, l'eprouvette equipee de l'entretoise (BN) et de la 
bande (M) precedemment decrite a l'aide de la figure 4; on 
voit que la bande M vient se recouvrir elle-mSme 4 l'aplomb 
de la puce (P) pour masquer les trous des contacts (CP) et 
25 ainsi constituer les anneaux comme susdit. 

Avantageusement, l'entretoise est logee dans une gorge 
amenagee dans la paroi de l'eprouvette; ainsi l'eprouvette 
ne presente pas d'asperite et sa paroi exterieure a un dia- 
metre regulier sur toute sa longueur. 
30 Sur la figure d a),"il est montre comment r4aliser 

en outre le contact dit 'face arriere' qui est necessaire 
pour certains types de puce; la face arriere de la puce (P) 
est celle qui se trouve au fond de la gorge amenagee dans la 
paroi de l'eprouvette comme susdit; le contact face arriere 
35 est realise par une couche de metallisation (MA) qui s'etend 
de la paroi exterieure de l'eprouvette jusqu'au fond de la 
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gorge tout autour de I'eprouvette; ainsi, apres montage, la 
bande (M), qui recouvre la gorge, ne recouvre pas toute la 
couche de metallisation (MA) et lalsse accessible un anneau 
de contact supplement aire; de sorte que un dispositif d'accSs 
5 £ la puce pourra se connecter avec les contacts C^, C f c 2 ,# " 
sur les anneaux de contact qui ceinturent compl&tement 1/e- 
prouvette; le contact C Q procure l'acc&s k la face arri&re. 

Sur la figure 6 b) un autre mode de realisation du 
contact face arri&re est montre; une vignette conductrice (VA) 
10 est en contact avec la face arriere de la puce, et au aoins 
une des pattes de la vignette vient se plier sur une piste 
lat£rale de la face sup£rieure de la bande (M); la patte de 
la vignette sera elle-meme recouverte par le bout de la 
bande (M) qui vient en recouvrement de toute cette zone o& 
15 se trouve la puce* 

On notera enfin que si la bande (M) est suffis^jmaent 
transparente, en polyester par exemple, la puce peut coin- 
porter une memoire recyclable par ultra violet dite EPRGM. 

Si la memoire utilis£e est une memoire morte program- 
20 mable du type PROM, celle-ci ne sera pas recyclable. 

L'acces a la memoire peut avantageusement etre pro- 
tege par la mise en oeuvre d»une procedure d 1 identification 
et/ou de confidentiality. 

La dite bande (M) est fixee a la parol de I'eprouvette 
25 par un moyen connu comme de la colle ou autre | avantageusement 
elle est auto-collante sur sa face en contact avec la parol 
de l»eprouvette pour d»une part adherer a l»6prouvette et 
d* autre part adherer aux moyens de memorisation. 
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REVENDICATIONS : 

Eprouvette d f analyse comportant une parol (R) 
delimitant un volume Interne (V) destine a recevolr un echan- 
tillon 4 analyser, caracterlsee en ce que elle comporte des 
moyens de memorisation (Mo,P) constamment lies k la dlte parol 

5 de la dite eprouvette, et en ce que I'acces aux dits moyens de 
memorisation n&cessite une technique d»acces. 
2 * Eprouvette d 1 analyse selon la revendication 1 

caracterlsee en ce que les dlts moyens de memorisation sont des 
moyens electroniques (P) accessibles par une technique elec- 

10 trique par l^ntermediaire de moyens de connexion (C) par 
exemple des plages de contact. 

3 * Eprouvette d* analyse selon la revendication 2 

caracterlsee en ce que elle comporte en outre des moyens 
pour rendre indelebiles les dits moyens de memorisation; la 
15 Tiite eprouvette n'etant plus de ce fait recyclable pour un 
autre echantillon. 

4 - Eprouvette d f analyse selon la revendication 2 

caracterlsee en ce que les dits moyens de memorisation sont 
recyclables. 

20 5 - Eprouvette d' analyse selon les revendications 

2 a 4, caracterlsee en ce que les moyens de connexion sont une 
prise electrique (B), standard ou autre, dont l»axe est confon- 
du avec celui de 1 1 eprouvette . 

6 * Eprouvette d» analyse selon la revendication 1, 

25 caracterisee en ce que les dlts moyens de memorisation sont 

des moyens optiques (Mo) accessibles par une technique optique 
par exemple par rayon laser. 

7 - Eprouvette d 1 analyse selon l*une quelconque des 

revendications 1 a 6 ayant de plus une forme symetrique autour 
30 d'un axe, excepte en ce qui concerne les moyens d'acces, carac- 
terlsee en ce que elle comporte un detrompeur ou moyen de posi- 
tionnement en rotation autour de son axe (G,I), pour posi- 
tionner adequatement les moyens d'acces par rapport a un 
dispositif d f acc4s aux dits moyens de memorisation. 
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8. Bprouvette d' analyse selon les revendlcations 5 et 
7, caracterisee en ce que le moyen de positionnement est cons- 
txtue par la dite prise electrique (B). 

9. Bprouvette d' analyse selon 1'une quelconque des 
S revendlcations 2 a 4 caracterisee en ce que les moyens de 

connexion sont des pistes electriques (PC) disposes sur une 
bande (M) entourant annulairement l'eprouvette d'analyse de 
telle sorte que seul un positionnement longitudinal de l'eprou- 
yette soit necessaire pour positionner adequatement les pistes 
10 electriques par rapport aux contacts d'un dispositif d'acces, 
en ce que la dite bande comporte, a une de ses extremites, un 
trou dans cbaque piste pour y connecter les moyens de memori- 
sation (P), et en ce que la longueur de la bande (M) est telle 
que I- autre extremite de la bande recouvre complement les 
15 dits trous de telle sorte que chaque piste de contact consti- 
tue un anneau sans interruption electrique autour de l'eprou- 
vette. 

10. ^ Eprouvette d' analyse selon la revendication 9 carac- 
terisee en ce que les moyens de memorisation sont proteges par 

20 une entretoise (EN) qui comporte un evidement (EV) pour y loger 
les dits moyens de memorisation, et en ce que la dite paroi 
de 1 'eprouvette comporte une gorge pour y loger la dite entre- 
toise . 

11. Eprouvette d'analyse selon la revendication 9 carac- 
25 terisee en ce que la paroi de 1' eprouvette comporte un evidement 

pour y loger les dits moyens de memorisation. 

12. Eprouvette d'analyse selon l'une quelconque des reven- 
dications 9 a 11 caracterisee en ce que la dite bande (M) est 
auto-collante, ou adhesive, sur sa face en contact avec la 

30 paroi de l'eprouvette pour d'une part adherer k l'eprouvette 
et d* autre part adherer aux moyens de memorisation. 

13. Eprouvette d'analyse selon 1'une quelconque des re- 
vendications 9 a 12 caracterisee en ce que elle comporte en 
outre un timbre conducteur (V.A) pour connecter la face arrive 

35 des moyens de memorisation et en ce que le dit timbre comporte 
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au moins une patte repliee sur au moins une piste laterale de 
contact de la dite bande, pour assurer le dit contact de la 
face arriere avec la dite bande laterale. 

Eprouvette d'analyse selon l'une quelconque des 

5 revendications 9 a 12 caracterisee en ce que elle comporte 
un anneau conducteur (MA) sur tout son pourtour pour assurer 
le contact face arriere des moyens de memorisation. 
!5. Eprouvette d'analyse selon l'une quelconque des 

revendications precedentes caracterisee en ce que l'acces aux 

10 moyens de memorisation est protege par une procedure d' iden- 
tification et/ou de confidentiality. 

16. Appareil d'analyse caracterise en ce que il 

comporte des moyens pour acceder aux moyens de memorisation 
d'une eprouvette d'analyse realisee selon l'une quelconque 
15 des revendications precedentes. 
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